Fyzikalni ustav

Akademie véd CR, v. V. i.

Odiivodnéni Gi&elnosti vefejné zakazky na dodavky s ndzvem ,EDS systém pro TEM Philips CM-

120%

V Praze dne 16. 5. 2013

Oduvodnéni

r

¢elnosti verejné zakazky

Planovany cil vetejné zakazky

fazové charakterizace krystalickych nanoobjektil.

Cilem zakazky je rozsifeni moznosti studia a komplexni

Popis vzajemného vztahu mezi
realizovanou vefejnou zakazkou
a planovanym cilem.

jednotlivych bodd, z nékolika bodd podél linie a z plochy

Piedmétem zakazky je dodavka EDS systému pro
transmisni elektronovy mikroskop (TEM) Philips CM-120
vybaveny skenovaci jednotkou (STEM) a piidavnymi
detektory pro detekci sekundarnich elektronti (SE),
zobrazeni ve svétlém poli (BF) a tmavém poli (DF). EDS
systtm ve spojeni se S/TEM umoZni zjiStovani
prvkového sloZeni nanoobjektd nebo jejich Casti z

(ve formé prvkovych map). Spolu s jiz instalovanym
systémem DigiStar umoziiujicim urcovani struktury z
elektronové difrakce bude mozZna komplexni fazova
charakterizace jednotlivych nanoobjektt piftomnych ve
vzorcich. Vybrané zafizeni bude slouzit pro potfeby védy
a vyzkumu Fyzikalniho tstavu AV CR, v. v. i. Tato
analyza je nezbytnou soucasti charakterizace materidlt v
TEM.

Popis  alternativ.  naplnéni
planovaného cile a zdavodnéni

zvolené  alternativy  vetejné

zakazky. |

Vzhledem ke specifickym pozadavkim védeckého
vyzkumu alternativni feSeni neni mozné.

Popis toho, do jaké miry ovlivni |
vefejna zakazka plnéni
planovaného cile.

Bez dodani tohoto unikatniho zafizeni nemutze Laboratof
elektronové difrakce FZU AV CR naplnit své¢ vyzkumné
cile. |

Popis ocekdvaného budouciho
negativniho stavu nebo G¢inku,
ktery bude vyZzadovat
vynaloZeni dal$ich finan¢nich
prostfedkll pro tuto vefejnou

zakazku pavodné
neplanovanych, lze-li  jej |
ptedpokladat.

> T . . o , . . wr |
Kromé servisnich ndklad neni zadavateli zndmo dalsi
vynaloZeni finanénich prostfedkd. |

Dalsi informace odtvodiujici
ucelnost  vefejné  zakazky.
(nepovinny udaj)
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Odivodnéni pfiméFenosti pozadavki na technické kvalifika¢ni predpoklady pro plnéni

vefejné zakazky na dodavky

Odtivodnéni piimé&fenosti | Zadavatel nepoZaduje prokazani splnéni technické
pozadavkll na seznam | kvalifikace.

vyznamnych dodavek.

Odtvodnéni pfiméfenosti

pozadavku na  predloZeni

seznamu technikd ¢i

technickych utvari.

Odtivodnéni pfiméfenosti

pozadavku na ptedloZeni popisu
technického vybaveni a opatfeni
pouzivanych dodavatelem
k zajisténi  jakosti a popis
zafizeni ¢i vybaveni dodavatele
uréeného k provadéni vyzkumu.

Odivodnéni priméfenosti
pozadavku na provedeni
kontroly  vyrobni  kapacity
vefejnym  zadavatelem nebo
jinou osobou jeho jménem,
pfipadn¢ provedeni kontroly
opatfeni tykajicich se
zabezpedeni jakosti a vyzkumu.

Odtvodnéni ptiméfenosti
pozadavku  na  ptedloZeni
vzorkdl, popisi nebo fotografii
zboZi uréeného k dodani.

Oddvodnéni pfiméfenosti
pozadavku  na  piedloZeni
dokladu prokazujiciho shodu
poZadovaného vyrobku
vydaného pfislusnym organem.
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( Odiivodnéni pfiméFenosti poZadavkii na technické kvalifikaéni predpoklady pro plnéni

verejné zakazKy na sluzby

r

|

poZadavku na piedloZeni popisu
technického vybaveni a opatfeni
pouzivanych dodavatelem
k zajisténi jakosti a popis
zatizeni &i vybaveni dodavatele
uré¢eného k provadéni vyzkumu.

|— e A . A v v 7 4 . 7
Odtivodnéni piimé&fenosti | Piedmétem vefejné zakazky je dodavka.
pozadavkil na seznam
vyznamnych sluZeb.

Odavodnéni pfiméfenosti
pozadavku  na  piedloZeni
seznamu technik(l ¢
technickych ttvard.

Odivodnéni priméfenosti

Odtvodnéni primétenosti
pozadavku  na  provedeni
kontroly  technické kapacity
vefejnym zadavatelem nebo
jinou osobou jeho jménem,
ptipadng provedeni kontroly
opatfeni tykajicich se
zabezpeleni jakosti a vyzkumu.

Odtvodnéni priméfenosti
pozadavku  na  predlozeni
osvédéeni o vzdélani a odborné
kvalifikaci dodavatele nebo
vedoucich zamé&stnancu
dodavatele nebo osob v
obdobném postaveni a o0sob
odpovédnych za poskytovani
ptislusnych sluzeb.

Odiivodnéni pfiméfenosti
pozadavku  na  pfedloZeni
piehledu primérného ro¢niho
poétu zamestnanci dodavatele
¢i jinych osob podilejicich se na
plnéni  zakdzek  podobného
charakteru a poctu vedoucich
zaméstnancll dodavatele nebo
osob v obdobném postaveni.

Odtvodnéni priméfenosti
poZzadavku  na  piedloZeni
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’Eehledu nastroji ¢i pomucek, |

provoznich a  technickych
‘ zafizeni, které bude mit
dodavatel pfi plnéni vefejné ‘ ‘
zakazky k dispozici. ‘

Odtivodnéni priméFenosti pozadavki na technické kvalifikaéni piredpoklady pro plnéni—|
veiejné zakazKy na stavebni prace

Odtvodnéni pfiméfenosti | Pfedmétem vefejne zakazky je dodavka.
pozadavku  na  piedloZeni
seznamu stavebnich praci.

Odtvodnéni pfimeéfenosti
pozadavku na  predlozeni
seznamu technik( ¢i
technickych utvart.

Odivodnéni pfiméfenosti

pozadavku  na  piedlozeni
osvédéeni o vzdélani a odborné
kvalifikaci dodavatele nebo
vedoucich zaméstnancll
dodavatele nebo osob v
obdobném postaveni a osob
odpovédnych za vedeni
realizace stavebnich praci.

Odtvodnéni  pozadavku na
ptedloZeni ptehledu primémého
ro¢niho  potu  zaméstnanci
dodavatele ¢ jinych osob
podilejicich se na plnéni
zakazek podobného charakteru a
poctu vedoucich zaméstnanci
dodavatele nebo osob v
obdobném postaveni.

Odavodnéni pfiméfenosti
poZadavku na  predloZeni
pfehledu nastroji ¢i pomucek,
provoznich a  technickych
zafizeni, které bude mit
dodavatel pii plnéni vefejné
zakazky k dispozici.
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Odiivodnéni vymezeni obchodnich podminek vefejné zakazky na dodavky a veiejné
zakazky na shuzby ve vztahu k potiebdm verejného zadavatele

Odivodnéni vymezeni obchodni
podminky stanovici splatnost
faktur.

Splatnost faktur &inf 30 dnd a jedna se o standardni dobu u
zadavatele, kterd je nutnd k Fadnému zpracovani plateb.

Odtivodnéni vymezeni obchodni
podminky stanovici pozadavek
na pojisténi odpovédnosti za
$kodu zptlisobenou dodavatelem
tretim.

Zadavatel stanovil standardni poZadavek na pojisténi
védeckého pfistroje.

Odtvodnéni vymezeni obchodni
podminky stanovici poZadavek

bankovni zaruky.

Odtivodnéni vymezeni obchodni
podminky stanovici  zaru¢ni
lhitu.

Délka zaruéni doby &ini 2 roky a v pfipadé poptavaného
zaf{zeni se jedna o standardni zaruku.

Odtivodnéni vymezeni obchodni
podminky stanovici smluvni
pokutu za prodleni dodavatele.

Prodleni s dodavkou védeckého pfistroje by pfimo
ohrozilo plnéni &asového harmonogramu védeckého
projektu, v jehoZ ramci je piistroj pofizovén a zaroveil by
ohrozilo moZnosti zadavatele zaplatit kupni cenu.

Odiivodnéni vymezeni obchodni
podminky stanovici smluvni
pokutu za prodleni zadavatele s
uhradou faktur.

Standardni sankce v piipadé pokuty za prodleni zadavatele
s uhradou faktur.

Odtivodnéni vymezeni dalSich
obchodnich podminek.

Zadavatel stanovil standardni obchodni podminky.
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Oditivodnéni vymezeni technickych podminek vefejné zakazky ve vztahu k potiebam
vefejného zadavatele

Technicka podminka |

Oduvodnéni technické podminky

1)

(S}

(%]
p—_

3)

6)

7

8)

9

EDS systém musi byt kompatibilni s TEM
Philips CM-120 vybavenym skenovaci
jednotkou (STEM) a ptidavnymi detektory
pro detekci sekundarnich elektrond (SE),
zobrazeni ve svétlém poli (BF) a tmavém
poli (DF). EDS detektor musi umoZznit
néklon vzorku min. +/- 30°.

EDS systém musi umozZnit nacteni obrazku
alespott z jednoho ze STEM detektort (SE,
BF, DF).

EDS detektor je typu SDD (silicon drift
detector) bez  ochranného  okénka
nevyzadujici chlazeni tekutym dusikem.

EDS detektor vykazuje rozliSeni lepSi nez
130 eV na MnKa.

EDS detektor vykazuje rozlieni lepSi nez
60 eV na CKa.

EDS detektor je chranény proti pfili§
vysokému signélu a piipadné kontaminaci.
te€snosti

Pozadujeme vakuové

prichodky.

garanci

Instalaci a zprovoznénim EDS systému
nesmi dojit ke vzniku ruSeni (vibrace,
elektromagnetické pole) mikroskopu.

Soucasti EDS systému je software pro
vyhodnocovéni dat.

10) EDS systém umoznuje prvkové analyzy z

jednotlivych bodd, z n€kolika bodl podél
linie a z plochy (ve formé prvkovych

map).

11)Pti naditani prvkovych map ¢i sekvence

analyz lze pouZit korekct samovolného |
pohybu vzorku (drift korekce).

1) Zakladni podminka pro vyuZiti piistroje na
pracovidti. Dostate¢ny naklon vzorku je nezbytny
pro efektivni kombinaci chemické analyzy
s pouzitim difrakénich metod.

2) Tato podminka zajidt'uje moZnost propojeni
chemické analyzy sobrazovou informaci o
vzorku.

3) SDD technologie patii v soucasnych EDS
detektorech ke  standardu.  Nepfitomnost
ochranného okénka zvySuje citlivost detektoru.

4) RozliSeni na ¢afe MnK je obecné piijimanym
kritériem popisujicim citlivost detektoru. Detektor
s rozlisenim hor$im nez 130 eV by neodpovidal
modernim standardtim.

5) Rozliseni na &¢afe CK je obecné pfijimanym
kritériem  popisujicim  citlivost  detektoru
v nizkoenergetické oblasti. Detektor s rozliSenim
horsim neZz 60 eV by neodpovidal modernim
standardim.

6) Bez této ochrany by mohlo dojit k nevratnému
poskozeni detektoru.

7) Nedokonalé vakuum v mikroskopu by piimo
znemoznilo praci s piistrojem.

8) Vibrace a elektromagnetické ruSeni by
podstatnym  zplisobem zhorsily  kvalitu
mikroskopickych dat.

9) Bez vyhodnocovaciho softwaru nelze namétena
data zpracovat.

10) Tyto tfi mody patfi ke standardnim zplsobim
EDS analyzy. Kazdy znich je vyuZivan pro
specifické aplikace.

11) Bez korekce samovolného pohybu vzorku
muze dochazet k nezadouci deformaci
namétenych dat, pfedevsim prvkovych map.
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| 12) Software pro zpracovani dat obsahuje:

i)  automatické odecteni pozadi,

ii)  automatickou identifikaci pikd,

iii) dekonvoluci pfekryvu pika,

iv)  rozpo&et analyzy na prvky,

v)  rozpodet analyzy na oxidy,

vi) simulaci spektra dle vypoctené

12) Nize specifikované fuknce softwaru umozni
kvalitni zpracovani a prezentaci naméfenych dat.

analyzy,
vii) mapovani prvki,
viii) mapovani fazi,
ix) export dat.

Odiivodnéni stanoveni zakladnich a diléich hodnoticich kritérii ve vztahu k potfebam

verejného zadavatele

Hodnotici kritérium

Oduvodnéni

Obecné: Zakladni hodnotici
kritérium - ekonomicka
vyhodnost nabidky

Vzhledem k pfedmétu plnéni (unikatni védecky pfistroj)
jsou pro zadavatele kromé diléiho hodnoticiho kritéria
celkové nabidkové ceny dillezité i diléi hodnotici kritéria
naditani signalu z detektoru STEM-SE, nacitdni signalu z
detektoru STEM-BF a/nebo STEM-DF, ochrana proti
vysokému signalu a kontaminaci pomoci mechanické
zavérky, garantované rozliSeni spektra na ¢arach MnKo a
CKa, zpracovani analyz - manudlni nastaveni pozadi,
zpracovani analyz - nenormalizované analyzy, mozZnost
kvantitativni analyzy s vyuzitim standardl, off-line
licence pro zpracovani dat, prodlouZena zéruka.

V3iechny diléi hodnotici kritéria jsou zcela objektivni a
matematicky vycislitelna.

Dil¢i hodnotici kritéria:
a) celkova nabidkova cena

(20%)

b) nalitani signalu
z detektoru  STEM-SE |
(10%)

¢) nacitani signélu

z detektoru  STEM-BF

a/nebo STEM-DF (10%)

| d) ochrana proti vysokému

signalu a kontaminaci

‘ pomoci mechanické
zaverky (5%)

e) garantované  rozliSeni
spektra na ¢arach MnKa,
a CKa (5%)

f) zpracovani analyz -

Pfedmé&tem plnéni je unikatni védecky piistroj, ktery bude
slouzit pro vé&du a vyzkum. Z tohoto hlediska zadavatel
pozaduje takovéto procentualni rozlozeni nebot’ u takto
unikatniho védeckého ptistroje vzhledem k budoucimu
vyuziti pro védu a vyzkum pievazuje z hlediska priorit
technickd tdroveni nabizeného plnéni (tzv. kvalita) nad
celkovou nabidkovou cenou.
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oz 7
‘ manualni nastaveni

pozadi (5%)

g) zpracovani analyz -
nenormalizované
analyzy (5%)

h) moZnost  kvantitativni
analyzy s  vyuZitim
standardti (5%)

i) off-line licence  pro
zpracovani dat (15%)

j) prodlouzena zaruka

L (20%) |

Odiivodnéni zpiisobu hodnoceni nabidek ve vztahu k potiebdm vefejného zadavatele

Zpisob hodnoceni Oduvodnéni

Nabidky budou hodnoceny | Jednd se zcela o standardni transparentni zpusob
v souladu s § 78 odst. 1 pismeno | hodnoceni ekonomické vyhodnosti nabidek pouZivany
a) ekonomickd  vyhodnost | v piipadé matematicky vyislitelnych dil¢ich hodnoticich
‘ nabidky kritérii.
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